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1. Introduction  

プラズモニック構造の放射場の位相の測定と正確な制御は，高指向性ナノアンテナの実現の

ために重要である．１nm 以下の高い空間分解能を持つ走査型電子顕微鏡（STEM）を用いた

カソードルミネッセンス（CL）測定は，ナノスケールでの電場分布の測定を可能にする．本

研究では，プラズモンモードの放射電場と参照電場との干渉を利用して，その電場強度分布

の観測・解析によるプラズモンモードの位相情報の取得を目指す．本発表では，銀ナノディ

スクを用いたナノスケールでの位相測定の実験結果と計算結果を発表する． 

2. Method  

電場強度の測定装置は，透過型電子顕微鏡にカソードルミネッセンスの観測機構を搭載した

もの（STEM-CL）を用いた．放物面ミラーによって試料からの放射光をコリメートし[1-2]，

ピンホールマスクにより特定の検出角度を選択できる．また，偏光板によって偏光方向（p，

s偏光）を選択できる．電子線を走査して，試料面をスキャンすることで，波長ごとの電場強

度分布を得ることが出来る． 

  また，ローレンツモデルを用いて強度と位相情報を指定した基底モードを仮定して，モード

の重ね合わせを計算し[3]，電場分布を計算によって再現し，実験結果と比較した． 

3. Results and Discussion 

	 	 p偏光での測定では，銀ナノディスク内に励起されるエ

ネルギーの異なる面内面外多極モードの放射場を観測で

きる．検出角度 45°では，それらのモードの放射場の干

渉が観測できる．波長スキャンをすると，強め合う干渉

が生じる領域（高強度域）が変化した．その実験結果は，

強度スペクトルから取得した各モードのピーク波長を

利用して計算した電場分布の結果とも一致した． 
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